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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины «Сканирующая зондовая 
микроскопия» - получение знаний о принципах работы различных типов 
сканирующих зондовых микроскопов и их применению для исследования 
морфологии и локальных свойств поверхности твердых тел с нанометровым 
пространственным разрешением. 

1.2 Задачи дисциплины: 
• изучение теоретических основ принципов работы, положенных в 

основу методов сканирующей зондовой микроскопии и методик использования 
зондовой микроскопии в нанотехнологиях; 

• формирование умения самостоятельно обрабатывать результаты 
измерений, получаемых методами сканирующей зондовой микроскопии. 

• формирование практических навыков использования сканирующей 
зондовой микроскопии для исследования наноматериалов с нанометровым 
пространственным разрешением; 

1.3 Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты: 

физические основы сканирующей зондовой микроскопии; 

устройство, принцип работы и основные методики туннельной, 
атомно-силовой, магнитно-силовой и ближнепольной оптической микроскопии; 

• основные области применения сканирующей зондовой микроскопии. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

выпускников 
Дисциплина Б2.ДВ03.1 «Сканирующая зондовая микроскопия» входит в 

вариативную часть математического и естественнонаучного цикла дисциплин и 
является дисциплиной по выбору студентов при освоении ООП ВПО 
подготовки бакалавров по программе 15010005.62 «Материаловедение и 
технологии наноматериалов и наносистем» 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты освоения: 
знать: 

• общие принципы работы и устройство сканирующих зондовых 
микроскопов; 

• методы защиты зондовых микроскопов от внешних воздействий. 
• основные методики сканирующей зондовой микроскопии для измерения 

свойств наноматериалов: механических, электрических, магнитных. 
• основные методы сканирующей зондовой микроскопии: туннельная. 

атомно-силовая, магнитная силовая, ближнепольная оптическая. 

• области применения СЗМ в различных направлениях науки и техники. 



уметь: 
• обоснованно выбирать и применять методики сканирующей зондовой 
микроскопии для изучения наноматериалов и нанообъсктов в зависимости 
от задач исследований 
• обоснованно выбирать и применять методики сканирующей зондовой 
микроскопии для измерения свойств наноматериалов и нанообъектов 
• настраивать рабочие параметры и получать кадры рельефа и 
соответствующие ему карты физических характеристик образцов 

владеть: 
• навыками исследования поверхности наноматериалов методом 
сканирующей туннельной и атомно-силовой микроскопии. 

• навыками выполнения исследований магнитных и электрических свойств 

материалов с помощью СЗМ. 
• навыками выполнения обработка и анализа результатов, полученных 
методами сканирующей зондовой микроскопии. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Теоретические основы сканирующей зондовой микроскопии. Применение 

сканирующей зондовой микроскопии. 


